Montserrat Nafria

Catedratica d’universitat a la UAB | responsable del grup de
recerca “Fiabilitat de dispositius i circuits electronics” (REDEC).
Coautora de més de 450 articles | conferencies, actualment, la
seva recerca es centra en la caracteritzacio electrica i la fiabilitat
de dispositius electronics de nodes tecnologics avancats, per al
desenvolupament de models compactes per la simulacidé de
fiabilitat de circuits integrats. També esta interessada en la
caracteritzacio | modelat de dispositius memristius | basats en

grafe. En coautoria amb Sergi Claramunt, Ana Ruiz | Marc Porti
presenten la seguent invencio:

Sistema d’instrumentacio per a la caracteritzacio de dispositius
electronics a les micro | nanoescales: implementacié amb
tecnologies Ink-Jet Printing



Que es vol mesurar?

Les propietats electriques |1 fiabilitat de dispositius electronics tant en I'escala micrometrica
(fent servir un analitzador de parametres de semiconductors, SPA) com en |'escala
nanometrica (amb un microscopi de forces atomiques, AFM), d’'una manera flexible. Per fer-
ho, s’han combinat en un Unic sistema de mesura els dos instruments (SPA-AFM). Un dels

problemes a resoldre va ser com fer la connexio del dispositiu sota estudi (DUT) als dos
Instruments.

ESCALA MICROMETRICA (SPA) ESCALA NANOMETRICA (AFM)

Connexions amb ink-jet
printing

Solucio proposada:
Fer us de la tecnologia ‘inkjet-printing’ per fabricar un circuit impres auxiliar en

escola . . . . -,
é)wenganveraa el que es defineixen els contactes | les pistes de connexio del DUT amb els
Instruments, superant les limitacions de les tecnologies tradicionals. La seva
potencialitat s’ha demostrat caracteritzant un transistor basat amb grafe en les

escales micro 1| nanometrica.
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